DISCIPLINA(PPEF0010): TECNICAS DE CARACTERIZACAO DE MATERIAIS

- CARGA HORARIA .
OBRIGATORIA - "TESRICA  PRATICA  EAD/SEMIPRESENCIAL  TOTAL | CREPITOS
() SIM ( X) NAO 60 - - 60 4
PRE-REQUISITO: SEM PRE-REQUISITO
AREA DE CONCENTRACAO: ( ) OPTOELETRONICA ( X) MATERIAIS
NIVEL: MESTRADO
EMENTA:

Microscopia Eletrdonica de Varredura. Microscopia de Proximidade (AFM, MFM, STM). Microscopia
Eletrdnica de Transmissdo. Difratometria de Raios-X. Espectroscopia de absor¢do na regido do
infravermelho. Espectroscopia de absor¢do na regido do UV-Visivel. Espectroscopia Raman.
Analises Térmicas (TG, DSC, DTA).

CONTEUDO PROGRAMATICO:

— Técnicas de caracterizacdo morfoldgica de materiais: Introducéo aos principios bésicos de Optica,
Lentes, distancia focal, nimero de abertura, Microscopia eletrbnica de varredura, Microscopia de
proximidade (AFM, MFM, STM), Microscopia eletrénica de transmissao, Equipamentos: tipos,
funcionamento, preparacéo de amostra, andlise de resultados.

- Técnicas de caracterizagdo estrutural de materiais: Introducéo a estrutura dos materiais; Sélidos
amorfos, Cristalinos; Lei de Bragg; Difratometria de raios X; Equipamentos: tipos, funcionamento;
Preparacdo de amostras; Identificagdo e analise quantitativa de fases; Introducdo a refinamento
Rietveld; Andlise de resultados.

- Técnicas de caracterizacdo Optica de materiais: Introducdo a interacdo matéria-luz; Modos
vibracionais; Fénons; Espectroscopia de absor¢do na regido do infravermelho; Espectroscopia de
absorcdo na regido do UV-visivel, Espectroscopia Raman; Equipamentos: tipos, funcionamento,
preparacao de amostra, andlise de resultados.

- Técnicas de caracterizagdo térmica de materiais: Introducdo a principios basicos de
termodinamica; Pontos de fuséo, cristalizacao e transigdo vitrea; Analise térmica diferencial; Analise
termogravimetrica

Calorimetria exploratéria diferencial; Equipamentos: tipos, funcionamento, prepara¢do de amostra,
analise de resultados.
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